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Summary 
Silica containing Lanthanum (La) for the CO2 adsorption has been synthesized by a precursor solution 
method, involving heat treatment and reduction stages, and the dependence on La dose in the transformation of 
the crystal structure has been investigated systematically by X-ray diffraction (XRD).  
As a result, XRD pattern of many kinds of Silica specimens showed the broad pattern, which means 
amorphous structure, while only the high La contain silica specimen ( Si : La = 2 : 1 ) demonstrated many peaks 
of La2O3. This finding suggested that little La atoms might replace into the site of Si with the Si–O network as a 
mechanism of the transformation of the crystallization during heat treatment, have little effect to determine the 
crystallization of silica. To make a characteristic micro-porous structure for the CO2 adsorption, the consisting 
of highly dispersed metallic La within a Si–O matrix should be necessary. 
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ray Diffraction ; XRD ）によって，その結晶構造の解析
を , 透過電子顕微鏡 (TEM)および走査電子顕微鏡
(SEM)によって微細構造の観察を行った． 
XRD 試験装置には，リガク RINT2500 （（株）リガ
ク，日本）を用い，試験条件は，CuKα線，出力 3kW, 
50mA 2θ 角走査範囲 20～60°とした． 
電 子 顕 微 鏡 観 察 で は ， TEM に 日 本 電 子 製
JEM-4000FX を，SEM に S-4500（日立製作所製）を用
いた． 
3．結果 
3.1 La ドープシリカの XRD 回折パターン 
各種 La 量のシリカ試料についての XRD 回折パター
ンの生データと解析結果を下記に示す． 
Si:La=2:1 の試料の回折パターン例を図 3-1 に示す．
この高 La 濃度のシリカでは，酸化ランタン(La2O3)の



















Fig.3-1  XRD pattern for the La-dope Silica specimen 
 ( Si : La = 2 : 1 ) 
 
Si : La = 2.5 : 1 の回折パターン(図.3-2)では，酸化ラ












Fig.3-2  XRD pattern for the La-dope Silica specimen 
( Si : La = 2.5 : 1 )  
 















Fig.3-3   XRD pattern for the La-dope Silica specimen 
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( Si : La = 3 : 1 ) 
成分比 Si:La=4:1 の試料では，酸化ランタン(La2O3)














Fig.3-4   XRD pattern for the La-dope Silica specimen 
















Fig.3-5   XRD pattern for the La-dope Silica specimen 
( Si : La = 8 : 1 ) 
 
 
3.2  微細構造の観察 
作製した試料の SEM と TEM による観察像を図 2 に示 
す． 

























Fig.2-1 SEM image of La-dope Silica specimen 
















Fig.2-2   TEM image and the electron diffraction pattern 
of La-dope Silica specimen ( Si : La = 2: 1) 
4．考察 
シリカはアモルファス構造をもつ代表的な材料であ





















Fig.3   The correlation of the number of crystal faces and 
the amount of La in La-dope Silica specimen 
 
 
特に，今回の結果では，La/ La+Si = 33% (成分比 Si:La 
= 2:1)まで，ほぼアモルファス状態が維持され，33％
La で急激な結晶面の増加が見られた．元来非晶質構造





定かではない．ただ Si と La の自由エネルギーの違い













































Fig.4  The schema of Silica crystal structure for CO2 
absorption 
 




La をドープしたシリカの CO2 吸着機能に関しての詳
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